[image: image1.jpg]


[image: image2.png]‘Centro

N;Informa'tica
U-F-P- E



Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática

Proposta de Trabalho de Graduação

Minimização de Suítes de Testes para Redução de Escaped Defects
Aluno: Renata Bezerra e Silva de Araújo (rbsa@cin.ufpe.br)

Orientador: Augusto César Alves Sampaio (acas@cin.ufpe.br)
Co-Orientador: Juliano Manabu Iyoda (jmi@cin.ufpe.br) 
Recife, 18 de Março de 2008

1. Contexto

O desenvolvimento de software engloba um mercado de extrema competitividade. Tendo em vista que os sistemas que apresentam melhor qualidade garantem seu espaço no mercado, as empresas que os desenvolvem têm investido bastante esforço para assegurar a qualidade do produto e a satisfação do cliente.

É buscando esta garantia da qualidade do produto, que processos de engenharia de software, como o RUP (Rational Unified Process®) [1], são aplicados durante o desenvolvimento dos produtos, objetivando também organização e produtividade. O RUP é composto por diferentes disciplinas, e em uma outra dimensão, inclui ciclo de vida, fases, iterações, artefatos e responsáveis.

Uma disciplina que vem apresentando extrema importância nos dias atuais é a disciplina de Testes [4] [5] [6], que será o foco deste trabalho. Devido à grande possibilidade de injeção de falhas humanas e dos custos associados a estas falhas, um processo de testes bastante cuidadoso e bem planejado se faz necessário.
O principal objetivo dos testes de software é encontrar defeitos no produto final, para que a equipe de desenvolvimento os corrija a tempo, antes que o produto chegue ao cliente. Isto pode ser realizado verificando se todos os requisitos implementados estão de acordo com a especificação e produzindo casos de teste que têm elevada probabilidade de revelar um erro ainda não identificado, com uma quantidade mínima de tempo e esforço.
Um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que surgiu de uma parceria entre o CIn-UFPE e a Motorola, situado em Recife, como parte do projeto Brazil Test Center (BTC), é responsável pela realização dos testes dos aparelhos celulares fabricados pela empresa, concentrando atividades de execução de testes de software. Tendo em vista que, quando expostos aos clientes, os problemas se tornam bem mais custosos, é interessante procurar desenvolver soluções preventivas com a realização de testes efetivos que descubram o máximo de erros possível. Dentro deste contexto, surge o conceito de escaped defects [3]. Um escaped defect (defeito escapado) é um defeito que não foi encontrado pelo time de teste, em uma etapa específica do processo. No contexto particular, defeitos classificados como escaped defects são aqueles que não foram percebidos pelo BTC, aparecendo apenas posteriormente no momento em que todo o sistema é testado (por outro time), ou até mesmo já nas mãos do usuário.
Este trabalho propõe a realização de uma análise dos defeitos que escaparam dos times de teste do BTC, de maneira a determinar o porquê de eles terem escapado, prevenir que mais defeitos escapem no futuro e tentar fazer com que estes defeitos sejam descobertos o quanto antes possível durante o processo de testes. Existem diversas alternativas que podem contribuir para evitar os escaped defects, como por exemplo, adicionar mais testes ao conjunto utilizado na versão anterior. Dentro das alternativas possíveis, este projeto dará enfoque na seleção dos testes de uma suíte de forma a minimizar a quantidade de escaped defects.
2. Objetivo

Devido à necessidade de uma empresa grande como a Motorola cumprir seus prazos, quando uma nova build (versão) é liberada, torna-se inviável a re-execução de todos os testes. Por isso, existem equipes responsáveis por selecionar manualmente um grupo mínimo de casos de teste que sejam capazes de garantir o correto funcionamento do software.

Diante do contexto apresentado e baseado nas necessidades da Motorola de identificar erros mais eficientemente, este trabalho de graduação tem o objetivo de propor uma solução que permita uma seleção mais rápida e mais eficaz dos casos de teste, de modo que esta seleção seja parecida com a que foi proposta pela equipe de teste e principalmente que permita que a menor quantidade de defeitos possíveis escape.
Algumas entradas poderão ser utilizadas para tal, entre elas a própria build, os casos de teste sugeridos pelo time de testes e informações a respeito dos testes e do próprio sistema. Dentre estas informações, destacam-se: o histórico dos testes (quantas vezes o teste foi executado e em que momentos foram encontrados bugs (defeitos) com a execução do mesmo), saber se o teste é responsável por alguma funcionalidade crítica, conhecer em que parte do sistema foi realizada a modificação e qual sub-componente cada teste avalia. Outras entradas também poderão ser utilizadas a partir da análise de soluções publicadas no meio acadêmico. O problema caracterizado como escaped defect [3] pode ser solucionado a partir de Test Suite Minimization [2] [9], as vezes também conhecido como Regression Test Selection [7] [8].
Dessa forma, o propósito deste trabalho está focado em uma análise dos casos de teste sugeridos, excluindo do conjunto que será utilizado nas execuções aqueles que são menos relevantes, incluindo novos casos de teste com maior probabilidade de encontrar erros e definindo uma ordem de relevância entre o conjunto final.
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